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1 Uvobp

Na zakladé objednavky ze dne 12.10.2020 byla provedena charakterizace dodané¢ho vzorku
silikagelu. Provedeny byly analyzy ED-XRF, XRD, velikosti ¢astic a ICP-OES vodného vyluhu.

2 PRIPRAVA VZORKU, POPIS METODIKY

21 Vzorky
Dodan byl vzorek silikagelu ve formé 2-5 mm perel.

2.2 Popis metodiky

2.21 Prvkova analyza ED-XRF

Rentgenova fluorescencni spektrometrie byla provedena na pfistroji Olympus Vanta, ktery
pracuje v energiové-disperznim modu, pro stanoveni pfitomnosti a orientacniho obsahu cizich
(kontaminujicich) chemickych prvki. Méfeni bylo provedeno na praSkovém vzorku pies
kaptonovou fo6lii. Data byla vyhodnocena bezstandardovou metodou FP (Fundamental
Parameters). Detekcni rozsah ptistroje je od F po U, leh¢i prvky jsou zahrnuty do sumy oznacené
LE (light elements).

2.2.2 Mineralogicka analyza XRD

Meéfeni pro potieby potvrzeni amorfniho charakteru vzorku bylo provedeno na pfistroji
Panalytical Empyrean.

2.2.3 Analyza velikosti ¢astic

Byl proveden sitovy rozbor ¢astic na sit¢ s okem 2 mm. Vodny vyluh silikagelu byl zfiltrovan
ptes filtr 2 um. Byly stanoveny hmotnostni podily jednotlivych frakei.

2.2.4 Prvkova analyza vodného vyluhu ICP-OES

Vodny vyluh byl pfipraven v poméru 1:10 ze vzorku v dodaném stavu. Vyluh byl analyzovan
metodou ICP-OES na pfistroji Horiba Jobin-Yvon Ultima.
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3 VYSLEDKY

3.1 Prvkova analyza ED-XRF

Prvek Méreni #1 Méreni #2 relativni nejistota
[%] [%] stanoveni [%]

Si 46,289 46,279 5

Fe 0,048 0,046 50

S 0,030 0,031 50

Zr 0,010 0,010 > 100

LE 53,615 53,626 10

pozn.: LE oznacuje lehké prvky mimo detekéni rozsah pfistroje, tj. H az Na

Vzorek silikagelu obsahuje mimo Si také mensi mnozstvi Fe, S a Zr, ovSsem na hranici detekovatelnosti.
Obsahy ostatnich prvkd stanovené zvolenou metodou jsou na mezi jeji citlivosti a neprevysuji 0,1 hm. %.

3.2 Mineralogicka analyza XRD

Si gel
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Posttion [“2Theta] (Copper (Cu))

Rentgenova difraktometrie potvrdila zcela amorfni struktura silikagelu. Siroky pik kolem 25 °2Theta
odpovida amorfnimu SiO..

3.3 Analyza velikosti ¢astic

Frakce Sito %

Hruba >2mm 96,54
Stredni 2mm-2um| 3,20
Jemn3d <2um 0,22
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3.4 Prvkova analyza vodného vyluhu ICP-OES

vyluh #1 vyluh #2 vyluh #3 pramér SD
[ppb] [ppb] [ppb] [ppb] [ppb]
Ca 350 426 403 393 32
K 493 559 570 541 34
Mg 63 96 73 77 14
Na 50087 53491 51265 51614 1411
Si 64437 64441 63489 64122 448




